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Bachelorarbeit in Physik 

Metall-Isolator-Übergang durch Variation der Stöchiometrie im 

pseudobinären System AgSbxSn1-xSe2 
Die Chalkogenidverbindungen AgSbSe2 und AgSnSe2 

weisen trotz derselben Kristallstruktur und ähnlicher 

Komposition sehr unterschiedliche elektrische Ei-

genschaften auf. AgSbSe2 ist ein Halbleiter mit 

schmaler Bandlücke während AgSnSe2 ein Metall ist, 

das bei der Sprungtemperatur TC = 4,5 K supraleitend 

wird. Die beiden Verbindungen befinden sich auf der 

Materialkarte unseres Instituts nah beieinander, 

AgSbSe2 im metavalenten und AgSnSe2 im metalli-

schen Bereich (siehe Abb. 1). Durch Substitution von 

Antimon durch Zinn in AgSbSe2 kann die Ladungsträ-

gerdichte allmählich erhöht werden und so ein Me-

tall-Isolator-Übergang (MIT) induziert werden. Diese 

Bachelorarbeit soll den Grenzübertritt von metava-

lent zu metallisch anhand des Systems AgSbxSn1-xSe2 

durchführen. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Proben unter-

schiedlicher Stöchiometrie AgSbxSn1-xSe2 mittels 

Sputterdeposition hergestellt und anschließend 

vermessen werden. Die strukturelle Charakterisie-

rung zur Bestimmung der Kristallstruktur erfolgt 

mittels Röntgenbeugung (XRD), die Vermessung 

der Transporteigenschaften über Tieftemperatur-

messungen in einem Kryostat bei Temperaturen 

von 0,5 K – 300 K bei angelegten Magnetfeldern 

von bis zu 9 T. 

Der Kandidat/die Kandidatin sollte ein Interesse an 

physikalischer Grundlagenforschung mitbringen 

und in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten. Pro-

grammierkenntnisse zur Datenauswertung (bei-

spielsweise in Python oder MatLab) sind ebenfalls 

wünschenswert.  

 

 

 

 

Abbildung 1: Eine 2D-Materialkarte, in der Materialien nach 
ihren Bindungseigenschaften aufgetragen sind [1]. 
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Abbildung 2: Vermessung des MITs im verwandten System 
AgBixSn1-xTe2 [2]. 
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